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li. DSTICO Y LOCALIZACION DE

'RONICAS DE CONTROL DE
RADORES

ESTRATEGIAS
AVERIAS EN

Aun.con todos los avances tecnélogicos, todajplaca electronica necesita de inspecciones que confirmen su
capacidad de trabajar en las.€ondiciones exigidas, estas son algunas de estas fallas:
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La inspeccidon por rayos X tiene como principiol basico
. o .

de funcionamiento-la.cantidad de rayos X que es capaz

de absorber los materiale's"de-LQ,s_qqg se compane Una

PCB junto con los colacados sobre elld pues mayor sea

la absorcion de los rayos con mas nitidez de conseguilré

ver los fallos.

i 1) La inspeccion Optica automatizada es capaz de
_— 11 | detectar fallos del tipo de ausencia o colocacidn
< I| incorrecta de componentes, defectos visuales en
~IN 11 las uniones a través de la utilizacion de una o varias
1 camaras, las cuales captan varias imagenes
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In-Circuit Test se trata de un sistema de inspeccion |
capaz de realizar diversas pruebas que necesiten la |
placa en funcionamiento, como" puede ser la I|.
verificacion y medicion de sefhales o constatar la | |
temperatura de una zona en concreto de la placa. " v

Resumen: - L
El objetivo de este TFG es la realizacion de un amplio estudid que permita acelerar
significativamente las etapas de diagndstico y localizacion de laverias en tarjetas de 128 i

ion de averias son
s etapas posteriores

circuitos electrénicos en general. El diagndstico vy ' locali
elementos criticos de suma importancia para la aceleracién de
de reparacion de las electronicas. |

El estudio abarca un amplio analisis de las averias habituales gue se pUeden producir
en las tarjetas electrénicas. Se describen de forma detallada los distintos tipos de
averias que nos podemos encontrar, asi como las técnicas principales para la
realizacion de la verificacion del correcto funcionamiento de los circuitos. El resultado
del proyecto se materializa en una base de datos de facil acceso para el personal
tecnico encargado del mantenimiento y reparaC|on de sistemas eléctronicos de
control, como es el caso de los parques eolicos.
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